2060 XRF
Process
Analyzer

Zuverlassige Rontgen-
fluoreszenzanalyse fir die
Online-Prozesskontrolle

£ Metrohm

Process Analytics



Maximieren Sie die Renta-
bilitat, erfullen Sie gesetz-
liche Regularien und erho-
hen die Anlagensicherheit

Metrohm Process Analytics gilt als Vorreiter in der
Prozessanalytik und hat sich zu einem der weltweit
bevorzugten Losungsanbieter der Prozessindustrie
zur Uberwachung von Schliisselparametern in
industriellen Fertigungsprozessen entwickelt.

Der erste Mehrzweck-Prozessanalysator flr vier

Probenstrome wurde in den 1970er-Jahren von
Metrohm entwickelt. Seitdem hat Metrohm Process
Analytics gemeinsam mit seinen Kunden immer
wieder neue MaBstabe gesetzt, um so die beste

maBgeschneiderte Online-Analysenldsung auf dem
Markt bereitzustellen.
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Die 2060-Plattform ermdglicht eine individuelle
Online-Uberwachung von mehreren Parametern
und Messstellen in industriellen Prozessen. Die Platt-
form besteht aus den vielseitigsten Analysatoren

im Produktportfolio von Metrohm Process Analytics.
Sie ermdglichen eine rund-um-die-Uhr Online-
oder Atline-Uberwachung von chemischen

Industrieprozessen, Wasser, Abwasser, anderen
Flussigkeiten und Gasen.



Rontgenfluoreszenz
geht online

Die Rontgenfluoreszenz (XRF, RFA) ist ein zersto-
rungsfreies Analysenverfahren, das zur Bestim-
mung der Elementzusammensetzung von Mate-
rialien eingesetzt wird. Dabei wird eine Probe
hochenergetischen Rontgenstrahlen ausgesetzt,
die die Atome dazu veranlassen, charakteristi-
sche Fluoreszenz-Réntgenstrahlen auszusenden.
Durch die Messung der Energie und Intensitat
dieser Rontgenstrahlen eignet sich der 2060 XRF
Process Analyzer fiir die qualitative und quanti-
tative Elementanalytik.

Diese spektroskopische Methode ist durch die
schnelle Analysenfrequenz und der zerstérungs-
freien Messung ein leistungsstarkes Werkzeug fur
die Prozessoptimierung und Qualitatskontrolle.

VORTEILE DER XRF-ANALYSE IM PROZESS

- Zerstorungsfreie Analyse — Ermoglicht weitere
Tests, da die Proben nicht verandert werden

- Einfache Anwendung - Minimale Probenvor-
bereitung erforderlich

-~ Hohe Empfindlichkeit — Elementanalyse bei
niedrigen Konzentrationen (mg/L) ist moglich

-~ Breites Anwendungsspektrum —von schweren
bis zu leichten Elementen

- Reagenzienfreie Technik — Schnellerer Return
on Invest

WIE FUNKTIONIERT XRF?

Wenn eine Probe hochenergetischen Rontgen-
strahlen ausgesetzt wird, werden die inneren
Elektronen der Atome aus ihren Bahnen verdrangt,
wodurch vortibergehende Licken in den inneren
Orbitalen entstehen. Dabei wird das Atom instabil.
Um die Stabilitat wieder herzustellen, wird die
Llcke durch Elektronen aus einer hdheren Schale
geschlossen.

Wahrend dieses Prozesses wird die Energiedifferenz
mit einer fUr das Element charakteristischen Ront-
genstrahlung emittiert. Ein Silizium-Drift-Detektor
(SDD) fangt diese emittierten Rontgenstrahlen auf.
Die Zahlrate ist direkt proportional zur Konzen-
tration des jeweiligen Elements in der Probe. Die
zerstérungsfreie Methode wird in verschiedenen

Industriezweigen flr die Elementanalyse eingesetzt.
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2060 XRF Process
Analyzer

Dank der Moglichkeiten des Liquid Handling und
diverser Probenvorbereitungslésungen wird die
Prozessliberwachung mit dem 2060 XRF Process
Analyzer auf Knopfdruck vereinfacht. Die modulare
Architektur des Systems ermaoglicht die Konfiguration
von bis zu zwolf Nassteil-Modulen und bietet damit
eine unubertroffene Anwendungsflexibilitat.

Neben der Rontgenfluoreszenz kdnnen Module fur
Titration, Photometrie, Probenvorbereitung oder den
Anschluss von bis zu 20 zusatzlichen Probestromen

Die fiir ihr modulares Konzept bekannten Metrohm-Prozessanalysatoren haben mit der Einfiihrung
des 2060 XRF Process Analyzer die Flexibilitat auf ein neues Niveau gehoben.

Auf der 2060 Plattform aufbauend, bietet dieser Analysator eine vollstandig anpassbare Lésung fiir
die Online-Uberwachung von einer Vielzahl von Elementen.

A
genutzt werden.
;‘ Human
= Interface
-
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PARALLELE ANALYSENTECHNIKEN OPTIMALE LEISTUNG
Wenn eine griindlichere Analyse erforderlich ist, Der 2060 XRF Process Analyzer ist mit einem hoch-
REA MODUL kann der 2060 XRF Process Analyzer weitere auflésenden (groBen) Siliziumdriftdetektor (SDD)
Analysen- Analysentechniken wie Titration, Photometrie und und der bewahrten Axon Technology™ ausge-
kabinett Standardaddition kombinieren. stattet, um genaue und wiederholbare Ergebnisse
zu erzielen. Die Axon-Technologie setzt mit ihrer
einzigartigen, extrem rauscharmen Elektronik neue
MaBstabe fur die Leistung von Rontgendetektoren,
was zu mehr Réntgenzahlungen pro Sekunde (cps)
\ 2 und schnelleren sowie genaueren Ergebnissen fihrt.
A
SCHNELLERER SERVICE PRAZISE ELEMENTANALYTIK
Dank der leicht zuganglichen Nassteil-Module Ermoglicht die Durchflihrung der Elementanalyse
bietet der 2060 XRF Process Analyzer schnelle von Magnesium bis Uran mit Konzentrationen von
Wartungsmaoglichkeiten und minimale Aus- mg/L (ppm) bis hin zu Gew.% in flissigen Proben.
Reagenzien- fallzeiten.
kabinett
Y




Ein Zeugnis tur Sicher-
heit und Innovation

Der 2060 XRF Process Analyzer ist ein zerstorungs-
freier Online-Prozessanalysator, der die energiedis-
persive Rontgenfluoreszenz-Technologie (EDXRF)
nutzt und fur die Analyse von Elementen von
Magnesium bis Uran eingesetzt wird. Das System
wurde mit besonderem Augenmerk auf die Sicher-
heit der Kunden entwickelt und verfligt Gber einen
automatischen Abschaltmechanismus, der beim
Abnehmen der Abdeckung sofort aktiviert wird,
was einen proaktiven Ansatz zur Unfallverhitung
darstellt.

Im Bereich der RFA-Technologie werden primar zwei
Anregungsquellen verwendet: Rhodium- (Rh) und
Wolfram- (W) Rontgenquellen. Wolframréhren
emittieren charakteristische Rontgenstrahlen mit
hoherer Energie, die sich fur die Analyse schwerer
Elemente eignen, wahrend Rhodiumréhren
auf-grund ihrer charakteristischen Rontgenenergie
besser flr leichtere Elemente geeignet sind.

Es ist jedoch wichtig, diese Quellen richtig zu
handhaben, um eine unbeabsichtigte Exposition
gegenUber ionisierender Strahlung zu vermeiden.

102.91

Rh

Rhodium

Arten von Anregungsquellen.

VORTEILE DES 2060 XRF PROCESS ANALYZER
-~ Mehrere Analysenverfahren in einer Plattform
kombinierbar (XRF mit Titration, Photometrie)

- Vielseitigkeit zur Anpassung an unter-
schiedliche Messstellen und -bedingungen
(20 Probenahmestellen)

-~ Analyse eines breiten Spektrums an
chemischen Elementen, das von Magnesium
bis Uran reicht (z=12 bis 92)

-~ Hervorragende Prazision und Genauigkeit selbst
bei niedrigen Nachweisgrenzen (von mg/L bis
zu Prozent (Gew.-%))

- Schnelle Reaktion, Langlebigkeit, minimaler
Wartungsaufwand, Zerstérungsfreiheit und
reagenzienfreier Betrieb

Schnelle Analysenzeiten dank des 2060 XRF
Process Analyzer. Eine durchschnittliche
Rontgenfluoreszenzanalyse dauert in der Regel
30 bis 40 Sekunden (ohne Probenvorbereitung)
und liefert Ergebnisse nahezu in Echtzeit.

) 2 .
R 4 Rhodium
. <3000 ppm . <25 ppm

. <400 ppm <10 ppm
. <50 ppm

<Not available

*Die Nachweisgrenzen hangen von der Zusammensetzung der Probe ab und werden als Nadherungswerte angegeben.

3D-Modell des Rontgenfluoreszenz-Moduls des 2060 XRF Process Analyzer.



Parallele Analysen-

techniken

Mit diesem innovativen Prozessanalysator lauft die
Rontgenfluoreszenzanalyse rund um die Uhr und
gewahrleistet eine ununterbrochene Datenerfas-
sung. Seine fortschrittlichen Programmiermaoglich-
keiten gehen Uber die Basisanalyse hinaus und
verandert die Anlagensicherheit mit einzigartigen
Funktionen.

Der 2060 XRF Process Analyzer verflgt Uber intelli-
gente Programmierfunktionen, die eine neue Ara der
Prozesskontrolle einleiten. Durch intelligente, auf
"Wenn"-Anweisungen basierende Bedingungsakti-
onen Ubernimmt der Analysator eine proaktive Rolle.

amo’

titration and more
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Dank der kontinuierlichen Uberwachung kritischer
Parameter in Echtzeit kbnnen die Benutzer
fundierte und zeitnahe Entscheidungen treffen.

Wenn eine gemessene Probe von den festgelegten
Spezifikationen abweicht, reagiert das Analysen-
gerat schnell. Es erhdht entweder die Analysenhau-
figkeit, um die Prazision zu verbessern, oder sendet
ein Signal zur Durchfhrung von Titrations-, Photo-
metrie- oder Standardadditionsmessungen flr eine
Kreuzvalidierung.

Vanta™

Dieser agile Mechanismus erleichtert die Frih-
erkennung von Abweichungen und ermdoglicht
sofortige KorrekturmaBBnahmen, bevor Probleme
eskalieren. Die Anpassungsfahigkeit dieses
Prozessanalysators an unterschiedliche Prozess-
bedingungen steigert die Produktivitat, reduziert
Fehler und garantiert gleichbleibende Prozesssta-
bilitat. Der 2060 XRF Process Analyzer ist mehr als
nur ein Prozessanalysator. Er Gbernimmt die Kont-
rolle fir eine intelligente Prozesstiberwachung und
setzt neue Maf3stabe fur Effizienz, Prazision und
Sicherheit im industriellen Betrieb.




Prozesswissen ist der Schlissel: IMPACT ist die intelligente Software-Lésung
fUr eine optimale und llckenlose Prozessiiberwachung. Analysendaten werden
gesammelt und in Echtzeit auf dem Human Interface angezeigt. Bediener
kénnen sich jederzeit einen Uberblick Gber die Analysenergebnisse von jedem
Probestrom verschaffen.

Mit IMPACT werden Analysenprogramme mafBgeschneidert auf jede
Anwendung zugeschnitten. So kdnnen beispielsweise mehrere Messstellen
gleichzeitig Uberwacht und Probenvorbereitungssysteme tbersichtlich
angesteuert werden.

Mit uns sind lhre Daten sicher. Mit IMPACT werden Ergebnisse in einer ver-
schlUsselten Datenbank gespeichert. Alle Daten sind vollstandig rickverfolgbar,
sodass Datenmanipulation verhindert wird. Das Strompuffermodul und die
kontrollierte Abschaltsequenz sichert den Datenerhalt. Die Benutzerzuordnung
bewirkt als weiteren Schutz den Zugriff je nach Autorisierungsgrad.

Verschiedene Zugriffsebenen kdnnen so konfiguriert werden, dass auch
Routine-Usern die Navigation durch IMPACT leicht fallt. Fortgeschrittene
Benutzer erhalten einen detaillierteren Zugang zu IMPACT, um Parameter zu
verandern oder zu bearbeiten.

IMPACT zeigt unterschiedliche Bedienoberflachen an. Diese werden zur
Steuerung von Programmen (Start, Stopp, Zyklen ...) und zur Anzeige von
Ergebnissen in verschiedenen Formaten (Diagramme, Tabellen usw.) definiert.
Fur jeden Benutzer kann eine eigene Bedienoberflache auf Grundlage der
personlichen Anforderungen definiert werden.

Neben der Bereitstellung von Ergebnissen fuhrt IMPACT auch
Hardwarediagnosen durch und informiert den Benutzer proaktiv Gber die
Vitaldaten. Werden Hardwarefehler oder Grenzwertverletzungen erkannt,
wird ein entsprechender Alarm ausgelost.




Erfahrung, auf die Sie vertrauen
konnen — Lésungen fur alle

wichtigen Bereiche

Der 2060 XRF Process Analyzer ist in der Lage, eine Vielzahl von Anwendungen durchzufiihren.
Sei es die Uberwachung von Aminen wihrend der Synthese oder die Bestimmung von Anionen
und Kationen in einem Abwasserstrom. Auch Applikationen, die bereits im Labor eingesetzt

werden, kénnen problemlos und direkt auf den 2060 XRF Process Analyzer {ibertragen werden.

Schnelle Analysenzeit
(<60 s)

Messung von Elementen
von Magnesium (Mg)
bis Uran (U)
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Bis zu 20 Probenahmestellen
konnen angeschlossen werden

Breiter Bereich an analytischen
Konzentrationen (mg/L-%)
minimiert die Notwendigkeit
der Verdiinnung

Mehrere Analysentechniken
kombinierbar

HALBLEITER

Analyse von Kupfer
bei der elektroly-
tischen Gewinnung

am Ende der Produk-

tionslinie (BEOL)

BERGBAU UND
MINERALIEN

Uberwachung der
Elementzusammen-
setzung von Proben
in verschiedenen
Prozessstufen, wie
z. B. Auslaugungen,
FlGssigkeiten und
Prozesswasser

CHEMISCHE
PROZESSE

Analyse von Aus-
gangsstoffen, Zwi-
schen- und Endpro-
dukten auf eine
breite Palette von
Elementen, inkl. Me-
tallen, Halogeniden,
Schwefel, Phosphor
und Silizium

HOLZ
BEHANDLUNG

Qualitatskontrolle
des Holzes durch
Kupferanalyse

POLYMERE UND
KUNSTSTOFFE

Analyse der Kata-
lysatormengen
(Kobalt, Brom und
Mangan) bei der
Herstellung von Poly-
ethylenterephthalat
(PET)

OBERFLACHEN-
BEHANDLUNG

Analyse von Galvani-
sierungslésungen fur
verschiedene
Metalle, wie Nickel,
Chrom, Kupfer, Gold,
Silber und andere
Metalle
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